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¿Fumar?, ¿por que?, ¿para que? ¡Miles de personas fallecen cada ano por
su adiccion al tabaco! ¡Recupere el placer de no fumar! Abandonar la
adiccion es el objetivo a conseguir, debido a que esto lleva implicito la
recuperacion de la salud, ademas de otras muchas cosas. En estas
paginas le ofrecemos mecanismos sencillos para que lo consiga solo
con el esfuerzo estrictamente necesario. No le marearemos con
tecnicas y consejos, sino que le ofrecemos los recursos concretos para
que recupere aquello que el tabaco parece haberle arrebatado
inexorablemente: respeto por uno mismo, autoestima, autonomia,
autocontrol y, no en ultimo lugar, sentido del placer (el verdadero). Esta
guia sigue un recorrido articulado en tres pasos para aproximarse al
problema: analice su dependencia, desarrolle sus recursos y utilice
nuevas estrategias. Asi, le llevara hasta el objetivo final en una serie de
etapas estudiadas para que llegue a su meta a traves del logro de
objetivos intermedios. Para ello, se concentra, por un lado, en los
aspectos menos conflictivos en el plano psicologico, atenuando las
dudas e indecisiones, y, por otro, se favorece la consecucion de
determinados retos que animan constantemente el proceso de
recuperacion.
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"Transient-Induced Latchup in CMOS Integrated Circuits equips the
practicing engineer with all the tools needed to address this regularly
occurring problem while becoming more proficient at IC layout. Ker and
Hsu introduce the phenomenon and basic physical mechanism of
latchup, explaining the critical issues that have resurfaced for CMOS
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technologies. Once readers can gain an understanding of the standard
practices for TLU, Ker and Hsu discuss the physical mechanism of TLU
under a system-level ESD test, while introducing an efficient
component-level TLU measurement setup. The authors then present
experimental methodologies to extract safe and area-efficient compact
layout rules for latchup prevention, including layout rules for I/O cells,
internal circuits, and between I/O and internal circuits. The book
concludes with an appendix giving a practical example of extracting
layout rules and guidelines for latchup prevention in a 0.18-
micrometer 1.8V/3.3V silicided CMOS process."--Publisher's
description.


